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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДЯЩЕГО ОСНОВАНИЯ СИЛОВОГО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ПРИБОРА

Формула полезной модели

1. Устройство для определения теплопроводности теплопроводящего основания силового полупроводникового прибора, включающее нагреватель и измерители температур, отличающееся тем, что измерители температур размещены в двух одинаковых медных измерительных цилиндрах, установленных относительно друг друга с зазором между их рабочими торцевыми поверхностями для расположения в нем исследуемого теплопроводящего основания с диаметром, равным диаметру медных измерительных цилиндров, размещенных между электрическим нагревателем и водяным охладителем, при этом на боковых поверхностях медных цилиндрических цилиндров размещена теплоизоляция.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что высота каждого медного измерительного цилиндра равна:

Н=(3-4) D,

где Н - высота медного измерительного цилиндра, мм;

D - диаметр медного измерительного цилиндра, мм.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что чистота обработки и неплоскостность рабочих торцевых поверхностей медных измерительных цилиндров аналогичны рабочей поверхности силового полупроводникового прибора.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в каждом медном измерительном цилиндре количество измерителей температур должно быть не менее двух.



